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 – 2 – CISPR 15 Amend. 2 © IEC:2008 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee F: Interference relating to household 
appliances tools, lighting equipment and similar apparatus, of IEC technical committee CISPR: 
International special committee on radio interference. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

CISPR/F/489/FDIS CISPR/F/493/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition; or 
• amended. 

_____________ 

Page 3 

CONTENTS 

10.4 Banning of sales 

Replace the title of this subclause as follows: 

10.4 Non-compliance  

Add the following new clause: 

11 Measurement uncertainty 
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2 Normative references 

Add, to the existing list, the title of the following standard: 

CISPR 16-4-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 4-2:  Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainty in EMC 
measurements 
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10.4 Banning of sales 

Replace the title and text of this subclause by the following: 

10.4 Non-compliance  

Non-compliance shall be concluded only after tests have been carried out using the statistical 
assessment of compliance with limits in accordance with 10.3 of this standard. 

Add the following new clause: 

11 Measurement uncertainty 

The results of measurements of emissions from lighting equipment shall reference the 
measurement instrumentation uncertainty considerations contained in CISPR 16-4-2. 

Determining compliance with the limits in this standard shall be based on the results of the 
compliance measurement, not taking into account measurement instrumentation uncertainty. 

However the measurement uncertainty of the measurement instrumentation and its associated 
connections between the various instruments in the measurement chain shall be calculated 
and both the measurement results and the calculated uncertainty shall appear in the test 
report. 

 

___________ 
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 – 4 – CISPR 15 Amend. 2 © CEI:2008 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité F: Perturbations relatives aux 
appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues, du 
comité d'études CISPR de la CEI: Comité international spécial des perturbations 
radioélectriques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

CISPR/F/489/FDIS CISPR/F/493/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous 
«http://webstore.iec.ch» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée; ou 
• amendée. 

_____________ 
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SOMMAIRE 

10.4 Interdiction de vente 

Remplacer le titre de ce paragraphe par ce qui suit: 

10.4 Non-conformité 

Ajouter le nouvel article suivant: 

11 Incertitude de mesure 
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2 Références normatives 

Ajouter, à la liste existante, le titre de la norme suivante: 

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 4-2: 
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites – Incertitudes de mesure CEM 
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10.4 Interdiction de vente 

Remplacer le titre et le texte de ce paragraphe par ce qui suit: 

10.4 Non-conformité 

La non-conformité doit être déclarée uniquement après que les essais ont été réalisés en 
utilisant l'évaluation statistique de conformité aux limites conformément à 10.3 de la présente 
norme. 

Ajouter le nouvel article suivant: 

11 Incertitude de mesure 

Les résultats de mesure d’émission d’équipements d’éclairage doivent faire référence aux 
considérations concernant l’incertitude due aux appareils de mesure contenues dans la 
CISPR 16-4-2. 

La détermination de la conformité aux limites dans la présente norme doit être basée sur les 
résultats des mesures de conformité, sans tenir compte de l’incertitude due aux appareils de 
mesure. 

Cependant, l'incertitude de mesure des appareils de mesure et de leurs connexions associées 
entre les divers instruments dans la chaîne de mesure doit être calculée et les résultats de 
mesure ainsi que l’incertitude calculée doivent figurer dans le rapport d’essai. 

 

___________ 
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